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Zadavatel dne 16. 5. 2024 obdrzel Zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace s nasledujicimi dotazy:

Dotaz ¢. 1:

V technickém zadani zadavatel uvadi pozadavek moznost nastavit proud v analytickém rezimu az 250 nA
nebo vyssi.

Vezmeme-li v Uvahu, Ze pouze vysoce citlivé analytické techniky EDS a ToF-SIMS budou hlavnim vyuzitim
u pozadovaného SEM, aktualni vyvoj technologii FE-SEM (field emission SEM) a EDS a jejich rozsahlé
aplikac¢ni zkuSenosti naznacuji, ze maximalni pozadované proudy svazku pro analyzu s vysokym rozliSenim a
vysokorychlostni analyzu nepfesahuji 5-15 nA. To potvrzuji i pfedni vyrobci EDS.

Bylo by ve svétle tohoto zjisténi pfijatelné dodavat systém FE-SEM s maximalnim proudem svazku 40 nA
nebo vy3sim, aby se maximalizovalo rozlideni a citlivost systému, aniz by byla ohroZzena vykonost?

Odpovéd zadavatele:

Ad 1) Dotaz je pro zadavatele ¢astecné nesrozumitelny. Pokud byl jeho cilem poZadavek na sniZzeni min
hodnoty maximalniho proudu z 250 nA na hodnotu 40nA, pak takovému pozadavku zadavatel vyhovét
nemuze. Parametr zlstava stejny, . takovy, jaky je v plvodni zadavaci dokumentaci

Zdlvodnéni: Vyssi hodnoty proud maji dva hlavni ddvody:

1) Analyticka metoda WDS vyuziva bézné proudy pfes 50 nA, tato metoda je na pracovisti zavedena
a poskytuje jinak nedosazitelné vysledky. V budoucnu neni vylou€¢eno rozSifeni pfistroje i o tuto metodu.

2) FE-SEM neni objednavan jako samostatny pfistroj, ale jako soulast dual-beam systému s FIB. P¥i
synchronnim pozorovani béhem FIB obrabéni jsou vyhodné vysoké proudy a také poZadovana metoda
elektronové depozice muze tézit z vysSich prouda.

Dotaz ¢. 2:

V technickém zadani zadavatel uvadi poZadavek , Ze pozaduje funkci jemného nastaveni hodnoty proudu
elektronového svazku v ramci celého rozsahu.

Je vyZadovano jemné nastaveni hodnoty proudu paprsku v celém rozsahu proudu, nebo je pfijatelné, aby byl
proud prubézné nastaven pro optimalizaci zobrazovacich podminek s vysokym rozliSenim v ramci nékolika
danych dil¢ich rozmezich celého proudového rozsahu?

Odpovéd zadavatele:




Ad 2) Parametr zlstava stejny, ij. takovy, jaky je v plivodni zadavaci dokumentaci

Zduvodnéni: Chceme mit moznost nastavit pfesnou hodnotu proudu pfi uziti kvantitativnich analytickych
metod a elektronové depozice. Néktera soucasna feSeni vyrobcl umozniuji nastavovat pouze preddefinované
hodnoty proudu, které jsou pro nékteré kvantitativni metody (EDS, WDS) nevhodné &i nepraktické.

Dotaz ¢. 3:

V technickém zadani zadavatel uvadi, Ze poZaduje plné motorizovany stolek s alespori péti osami, v&etné
piné rotace (360°) a naklanéni (minimalné v rozsahu -30° az 90°).

Mnoho nejmoderngjsich systému FIB-SEM ma sklon stolku v rozmezi od -4 stupfit do +60 stupni. Takové
stupné podporuji vSechny aplikace uvedené v pozadavcich vybérového fizeni, véetné STEM, BSE, EDS, Tof-
SIMS atd. Mohl by se proto takovy pozadavek zménit na naklon minimalné -4°, maximalné +60° ?

Odpovéd zadavatele:

Ad 3) Parametr zlstava stejny, ij. takovy, jaky je v plivodni zadavaci dokumentaci

Zduvodnéni: Technicka specifikace neobsahuje seznam aplikaci, pro které je zafizeni planovano. Navic
vzhledem k pfedpokladané dlouhé dobé Zivotnosti (> 10 let) nelze ani vSechny aplikace nyni specifikovat
a omezovat tak vyuziti pfistroje v budoucnu. Metody, které tazatel ztotoznil s aplikacemi, sice v zakladnich
variantach mohou fungovat i pfi mensSim rozsahu pohybu stolku, ale vzhledem k vysoké investici
a predpokladanému dlouhému vyuZiti chceme pfistroj s co nejvétsi variabilitou pfi pouziti FIB obrabéni, které
je hlavnim ddvodem pofizeni nového dual-beam systému. DalSim divodem pro vétsi rozsah stolku je i pouziti
in-situ nanoindentace v pfistroji, ktera muze v nékterych pfipadech tézit z moznosti vysokého zaporného
sklonu stolku.

Dotaz ¢. 4:

V technickém zadani zadavatel uvadi pozadavek: plna integrace méfeni 4D STEM analyzy a vySe zminéného
detektoru, tj. synchronizace akvizice dat pomoci HW Fizeni (v€. ,virtualnich detektor(“) a zajisténi bezpeéného
vsouvani detektoru do komory (kolizni model) — v8e zajis§téno nejpozdéji do 12 mésicl od instalace.

Mohl by zadavatel technicky pfesné popsat co pfesné mysli pod pojmem ,PIna integrace méfeni 4D STEM
analyzy a vySe zminéného detektoru, tj. synchronizace akvizice dat pomoci HW fizeni (v€. ,virtualnich
detektor®) a jak si pfedstavuje tuto plnou integraci?

Odpovéd zadavatele:

Ad 4) Hlavnim ucelem tohoto pozadavku je zamezit dodavatellm poskytnout neuplnou integraci, ktera
neobsahuje dostate¢né rychlé HW Fizeni akvizice 4D STEM dat a fakticky tak znemozni jejich rutinni nacitani.
Vzhledem k inovativnimu charakteru 4D STEM kamery je obtizné specifikovat exaktni technické parametry
jako napf. dobu odezvy nebo &as na pixel. Uplnou integraci se tedy mysli efektivni akvizice 4D dat
v integrovaném SW stejné jako bezpecné ovladani detektoru v komore.

Dotaz ¢. 5:

V technickém zadani zadavatel uvadi pozadavek na bezplatny upgrade a update kompatibilniho
(nevyzadujiciho obménu HW) ovladaciho softwaru mikroskopu po dobu zivotnosti zafizeni.

S ohledem na slozZitost technologického prostfedi a neustaly vyvoj softwarovych i hardwarovych pozadavkd,
bychom radi upfesnili nékolik bod(:

Doba Zivotnosti Zafizeni: Radi bychom se dozvédéli, jak definujete dobu "Zivotnosti" zafizeni. Zda je to doba,
po kterou je zafizeni plné funkéni bez potfeby vyznamnych dprav nebo vymeén, nebo zda je zde konkrétni
Casove omezeni, které by mélo byt brano v uvahu?

MozZnost Bezplatného Upgradu a Updatu Softwaru: S ohledem na dynamiku technologického prostfedi a
vyZadované softwarové aktualizace bychom radi prozkoumali moznost poskytnuti bezplatného upgrade a
update softwaru po dobu definovanou jako "Zivotnost" zafizeni. ZdUrazriujeme vSak, Ze aby byla zachovana
kompatibilita a efektivita systému, mize byt vyzadovan upgrade hardwaru, protoze kazdy PC by byl, zavisly
na vyrobci opera¢niho systému ( napf. Windows) a budouci nutnost vymény HW a upgradem SW tak nelze
zarucit.



Zvazovali jste tuto moznost a jaké jsou vase predstavy ohledné pFipadnych hardwarovych upgradd, které by
mohly byt nutné k zajisténi kompatibility a vykonu systému?

Odpovéd zadavatele:

Ad 5) Upfesiiujici vysvétleni:

1) Dobou zivotnosti je minéna doba, po kterou je zafizeni pIné funkéni bez potfeby vyznamnych Gprav
nebo vymeén.

2) Obména HW se vztahuje na pouze elektroniku mikroskopu, nikoliv na obménu PC, ktera je
samoziejmé pfipustna.

Povaha Vysvétleni zadavaci dokumentace nevyzaduje prodlouzeni Ihlity pro podani nabidek.
Lhdta pro podani nabidek zUstava beze zmén a konéi dne 10. 6. 2024 v 10:00 hodin.
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